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@ Verfahren zum Regeln einer Maschine der Feinmahlitechnik und Einrichtung zur Durchfiihrung des
Verfahrens.

@ Zum Regeln einer Maschine der Feinmahltechnik wird

das der Durchschnittskorngrosse, der Dispersionsgrad
und/oder der Schichtdicke entsprechende Spektrum des
Mahigutes mit Hilfe eines Interferometers (20) ermitteit.
Vorzugsweise ist dies ein Polarisations-Interferometer.
Dessen Ausgangssignal wird an einen Analog/Digital-
Wandler (26) gefihrt, dessen Ausgang mit dem Eingang
eines digitalen Prozessorsystems (28) verbunden ist. Das
Prozessorsystem (28) ist zur Durchfihrung einer Fourier-
Analyse zur Gewinnung von Spektrogrammen ausgebildet
und weist Speicher fir Soll- und Ist-Spektrogramme auf,
die zumindest die Schichtdicke und/oder die Durchschnitts-
korngrosse des Mahlgutes darstellen. Das Prozessorsy-
stem (28) weist ferner eine Vergleichseinrichtung (40) fur
die Parameter der Spektrogramme auf, deren Ausgangssi-
gnal einer Stelleinrichtung fir die Maschine, wie einer Re-
gelstufe (30) fiir eine Muhle, zugefihrt ist. Dadurch wird
erreicht, dass mindestens ein vorbestimmter Parameter
dieser Art konstant gehalten werden kann.
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Beschreibung

Die Erindung betrifft ein Verfahren nach dem
Oberbegriff des Anspruches 1 und eine Einrichtung
zur Durchfihrung des Verfahrens.

Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise aus
der DE-A 3 701 558 zur Bestimmung der Schicht-
dicke eines Mahigutes an der Oberflache der Wal-
ze eines Reibwalzwerkes bekannt. Hierbei ist ein
gewisser Autwand erforderlich, um eine Referenz-
grésse beziglich der Lage der unbedeckten Wal-
zenoberflache zu erhalten, ist es ndtig, deren
Lage festzustellen und so die Differenz zur
Schichtoberflache zu bilden. Ein weiteres Problem
kann sich dadurch ergeben, dass manche zu mes-
sende Schichten sehr wenig Licht reflektieren,
was sich auf die Messgenauigkeit nachteilig aus-
wirken kann.

Ein weiteres Verfahren mit den Merkmalen des
Gattungsbegriffes ist aus der CH-A 667 221 be-
kannt geworden, wobei die Mabhlfeinheit eines in ei-
ner Suspension befindlichen Mahlgutes nach Ent-
nahme einer Probe mit Hiife von Laser-Licht be-
stimmt und dementsprechend eine Rihrwerksmuhle
geregelt wird. Auch hier ist der apparative Aufwand
relativ gross und mit Ungenauigkeitsquellen verbun-
den.

In beiden Fallen handelt es sich also um Maschi-
nen der Feinmahltechnik, und in beiden Fallen wird
der Versuch gemacht, durch Messung mittels elek-
tromagnetischer Strahlung eine Aussage Uber die
Produktqualitat und deren Feinheit (fur die auch die
Schichtdicke eines Reibwalzwerkes eine Aussage
ergibt) zu bestimmen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der eingangs genannten Art so auszuge-
stalten, dass die Aussagegenauigkeit verbessernt
wird.

Gemass der Erfindung werden daher bei einem
Verfahren der eingangs erwahnten Art die kenn-
zeichnenden Merkmale des Anspruches 1 vorge-
schlagen. Durch diese besonderen Massnahmen
wird in einfacher Weise erzielt, die vorbestimmte
Qualitat zu erreichen und auch wéhrend des Ar-
beitsprozesses aufrechtzuerhalten. Dies gelingt hier
besonders einfach dadurch, dass sich ein Spektro-
gramm auch zur Bestimmung mehrerer Parameter,
und damit zur Bildung mehrerer Regelgrossen zur
Beeinflussung mehrerer Stellglieder eignet.

Da auch die Temperatur einen Einfluss auf das
Spektrogramm haben kann, kann auch diese ermit-
telt werden, doch gibt es — zumindest alleine dafur
— einfachere Methoden. Immerhin mag es vorteil-
haft sein, den Kalibriervorgang bei unterschiedli-
chen Temperaturen des Mahlgutes durchzufihren.
Im allgemeinen wird man die Kalibrierung bei unter-
schiedlichen Abstanden durchfuhren, so dass, an
Stelle eines einfachen Diagrammes mit nur zwei
Achsen, ein sog. Cluster mit mehreren Achsen ge-
wonnen wird und auf diese Weise der Einfluss von
Temperatur und/oder Entfernungsunterschieden bei
der IST-Wert-Bestimmung beseitigt wird. Diese
mehrfache Aufnahme eines SOLL-Spektrogram-
mes kann - je nach den auszuschaltenden Ein-
flussgréssen — auch bei anderen unterschiedlichen
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Bedingungen, als nur der Temperatur und dem
Messabstand, vorgenommen werden.

Vorteilhaft wird in weiterer Ausgestaltung der Er-
findung vorgeschlagen, die Spektrogramme durch
Polarisations-Interferometrie zu gewinnen und, vor-
zugsweise, die Messdaten einer Fourier-Analyse,
insbesondere einer Fast-Fourier-Analyse, zuzufih-
ren. Hierdurch werden mit relativ geringem Aufwand
und in kurzer Zeit die vorbestimmten Parameter
verfagbar gemacht.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird eine
Einrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens mit
den Merkmalen des Anspruches 4 vorgeschlagen.
Diese erfindungsgemassen baulichen Massnahmen
ermdglichen mit relativ geringem Aufwand das Ver-
fahren dkonomisch durchzufiihren, wobei durch die
Verwendung einer elektronischen Prozessoranlage
eine vorteilhafte, vollautomatische Steuerung der
Maschine erreichbar ist.

Weiters wird geméass der Erfindung vorgeschla-
gen, dass zur Elimination von Welligkeiten in den
Spektrogrammen ein Filter, vorzugsweise ein Hoch-
passfilter, vorgesehen ist. Hierbei kann weiters vor-
gesehen sein, dass die Durchlasscharakteristik des
Filters einstelibar ist, wobei vorzugsweise die erfor-
derliche Durchlasscharakteristik durch Frequenz-
analyse im Prozessorsystem ermittelt wird und in
Form eines Steuersignales dem Filter zugefUhrt ist.
Hierdurch kann in einfacher Weise das Auftreten
von Storungen stark vermindert und die Genauig-
keit der Messungen gesteigert werden.

Besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, in
weiterer Ausgestaltung der Erfindung im Bereiche
des vermessenen Mahigutes einen, vorzugsweise
kapazitiven oder induktiven, Sensor zur Detektion
von Héhenunterschieden gegeniiber dem interfero-
meter, insbesondere hervorgerufen durch unrunden
bzw. exzentrischen Lauf von Mahlwalzen od.dgl.,
vorzusehen, dessen Ausgangssignal zumindest mit-
telbar dem Filter zur Einstellung der Durchlasscha-
rakteristik und/oder dem Prozessorsystem zur ent-
sprechenden Kompensation im Zuge der Signal-
auswertung zugefuhrt ist. Diese Massnahmen
stellen sicher, dass stets ein storungsfreier Betrieb
der Messeinrichtung méglich ist und somit die vor-
bestimmte Qualitat des zu erarbeitenden Endpro-
duktes erreicht und kontinuierlich gewébhrleistet
wird, da so Stéreinflussgrossen eliminiert werden
kénnen.

Die Einrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens
mit einem optoelektronischen Sensor kann in weite-
rer Ausgestaltung der Erfindung mit den Merkmalen
des Anspruches 8 ausgebildet sein. Diese Einrich-
tung weist sehr geringen Aufwand auf und kann da-
her preisglinstig errichtet werden.

Um einen stabilen Betrieb zu erreichen, hat es
sich nach einem weiteren Kennzeichen der Erfin-
dung als zweckmassig erwiesen, dass dem Verglei-
cher eine Integrierstufe nachgeschaltet ist, die vor-
zugsweise eine relativ kieine Zeitkonstante aufweist
und mit dem Eingang einer Regelstufe fur die Ma-
schine verbunden ist.

Im Falle der Regelung eines Reibwalzwerkes ist
es vorteilhaft, wenn das gewonnene Regelsignal ei-
ner Motorsteuerstufe fir den Motor einer Einzugs-
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walzen-Antriebswelle zugefihrt wird, wie dies aus
der DE-PS 3 153 304 an sich bekannt ist. Zwar
wére es ebenso maglich, den Druck auf die Walzen
des Reibwalzwerkes zu verandern, doch verandert
sich damit, wie bekannt, auch der Walzenspalt in
unerwiinschter Weise, indem namlich seine Gleich-
massigkeit in Axialrichtung der Walze verlorengeht,
soferne nicht Druckausgleichsvorrichtungen vorge-
sehen werden.

Ferner ist es denkbar, die Temperatur der Walze
zur Veranderung der Viskositat des Mahigutes zu
regeln, doch besitzen Regelungen des Warmehaus-
haltes stets einen hohen integralanteil, der die Re-
gelzeitkonstante vergrossert.

im Falle der Anwendung der Erfindung bei einer
RiOhrwerksmihle ist es vorteilhaft, wenn ein Sensor
zur Aufnahme des Spektrogrammes im Bereiche
des Mihlenauslasses, insbesondere gegenilber ei-
ner das Mahlgut fihrenden Flache des Auslass-
mundstickes, angeordnet ist. Hier wird eine Mes-
sung der Durchschnittskorngrosse bzw. des Disper-
giergrades  durchgefilht werden, wobei die
Regelung derart erfolgt, dass bei groberem Korn
bzw. schlechterem Dispergiergrad aufgrund des Ist-
Spektrogrammes gegeniiber dem bei der Kalibrie-
rung gewonnenen Soll-Spektrogramm eine Rege-
lung im Sinne einer Erhdhung der spezifischen
Mahl- bzw. Dispergierieistung durchgefihrnt wird und
bei entgegengesetzten Bedingungen eine Erniedri-
gung dieser Leistung vorgenommen wird.

Weitere Einzeiheiten ergeben sich anhand der
nachfolgenden Beschreibung von in der Zeichnung
dargesteliten Ausfuhrungsbeispielen.

Fig. 1 zeigt eine Anordnung zur Messung der
Schichtdicke an der obersten Waize eines Finf-
Walzwerkes,

Fig. 2 veranschaulicht eine Schaltung zur Mes-
sung der Durchschnittskorngrosse bzw. des Disper-
giergrades am Ausgange einer perspektivisch stark
verkurzt gezeigten Rihrwerksmihle, anhand wel-
cher Darstellung das erfindungsgemasse Verfahren
erlautert werden soll.

Ein Walzwerk W gemass Fig. 1 besitzt zwei Ein-
zugswalzen 1 und 2, die in bekannter Weise lber
Zahnrader 11 und 12 von einem Motor 13, geson-
dert von darliber befindlichen Walzen 3, 4 und 5
angetrieben werden, denen Zahnrader 14 bis 17
zur Ubertragung des Antriebes durch einen Motor
18 zugeordnet sind. Da die Walzen durch schema-
tisch angedeutete hydraulische Kolben-Zylinder-Ag-
gregate 6 und 7 gegeneinander belastet und jeweils
mit grésserer Geschwindigkeit angetrieben sind, als
die davor befindliche Walze, ergibt sich — wie bei
Reibwalzwerken (blich — eine Ubertragung des
Uber einen Trog 27 eingeflliten flissig-pastésen
Materiales unter standiger Verringerung der Komn-
grésse, bis an der obersten Walze 5 die an den
Walzen anhaftende Schicht mit Hilfe eines Abstreif-
messers 19 abgenommen werden kann. Es ver-
steht sich, dass es ebenso moglich ist, die Walze 2
durch den Motor 18 anzutreiben und nur die Walze
1 vom Motor 13 mit variabler Geschwindigkeit an-
treiben zu lassen.
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An der linken Seite der Fig. 1 ist die oberste
Walze 5 vergrossert und in einem teilweisen
Axialschnitt entlang ihrer Achse 5’ dargestelit, wobei
ersichtlich ist, dass sie eine Schicht s einer zu mes-
senden Dicke an ihrer Oberflache besitzt. Die Dicke
dieser Schicht s ist von den verschiedenen Para-
metern des Reibwalzwerkes abhéngig, wie dem
Drucke der Aggregate 6 und 7, der Viskositat des
die Walzen voneinander abhebenden Mahigutes,
der diese Viskositat beeinflussenden Temperatur
der Walzen, sowie von der Geschwindigkeit der je-
weiligen Einzugswalze 1 und gegebenenfalls 2. Um
daher die Einstellung wenigstens eines dieser Para-
meter zu prifen und einem Regelkreise zuzufihren,
ist erfindungsgemass ein Spektrometer 20, und
zwar bevorzugt ein der WO 80/10 191 entsprechen-
des Polarisations-Interferometer, vorgesehen.

Abweichend von dem dieser WO 90/10 191 zu-
grundeliegenden Durchlichtmessung ist hier eine
Auflicht- bzw. Reflektionslichtmessung vorgesehen,
wobei Lichtquellen 21, vorzugsweise symmetrisch
zur optischen Achse A des Interferometers 20, der-
art angeordnet sind, dass sich gewissermassen ein
«Lichtvorhang» ergibt, der die Einflisse von Fremd-
licht weitgehend ausgleicht. Zur Konzentrierung des
Lichtes der Lichtquellen 21 auf die Aufnahmestelle
fir das Interferometer 20 sind entsprechende Re-
flektoren 22 vorgesehen.

Das Ausgangssignal eines lichtelektrischen
Wandlers 23 des, zweckmassig durch ein lediglich
strichpunktiert angedeutetes Gehduses 24 gegen
Lichteinfall abgeschirmten, Interferometers 20 wird
in einer Verstarkerstufe 25 verstarkt, in einem Ana-
log/Digitalwandler 26 digitalisiert und anschiiessend
einem Prozessorsystem 28 zugefihrt, das im we-
sentlichen eine Fourier-Analyse sowie einen Ver-
gleich mit bereits gespeicherten, auf verschiedene
Schichtdicken bzw. Durchschnittskorngréssen ge-
eichten Spektren durchfihrt. Aus diesem Vergleich
ergibt sich ein Regelsignal, das Uber eine Leitung
29 einer Regelstufe 30 zur Regelung des Motors
13 bzw. seiner Geschwindigkeit zugeflhrt wird.
Eine entsprechende Darstellung der SOLL-Kurve
des Spektrums und der IST-Kurve wird zweckmads-
sig an einem Bildschirm 31 angezeigt, doch wird
die Abspeicherung in Form von sog. Clusters
(mehrdimensional, mit mehreren Achsen) vorge-
nommen, wobei die Analyse zweckmassig mittels
einer sog. Principal-Component-Analysis vorgenom-
men wird.

Es ist bekannt, dass Walzen nicht immer védllig
rund laufen. Dadurch ergeben sich an den gemes-
senen Spekiren gewisse Verschiebungen, die je-
doch einen vorbestimmten, relativ zu Welligkeit der
Spektren im allgemeinen niedrigen Frequenzgang
haben. Deshalb ist es vorteilhaft, wenn im Zuge der
Signalverarbeitung wenigstens ein Filter 32, insbe-
sondere ein Hochpassfilter, vorgesehen ist, dessen
Sperrfrequenzen gegebenenfalls einstellbar sind.
Die Einstellung kann aufgrund der Erfahrung, bei-
spielsweise von Hand aus, durchgefiihrt werden, in
welchem Falle im allgemeinen eine fixe Einstellung
gewahlt werden wird. Es ist aber ebenso moglich,
innerhalb des Prozessorsystemes 28 eine Fre-
quenzanalysestufe vorzusehen und deren Ausgang
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33 zur Steuerung des Hochpassfilters 32 mit einem
Steuereingang desselben zu verbinden. Alternativ
kann ein Sensor 34, z.B. ein induktiver oder kapazi-
tiver Sensor, die genaue Lage der Oberflache der
Walze 5 abtasten, um entsprechend der aus dem
Unrundlauf derselben resultierenden Frequenz ein
entsprechendes Signal, allenfalls nach Umformung
desselben, an das Filter 32 zur Steuerung dessel-
ben zu liefern.

Der Vorteil der Verwendung eines Spektrometers
liegt darin, dass gewlnschtenfalls unterschiedliche,
die Qualitat des Endproduktes bestimmende Fakto-
ren, wie die Schichtdicke und/oder die Durch-
schnittskorngrésse gemessen und zur Regelung
des Walzwerkes W herangezogen werden kénnen.

Fig. 2 veranschaulicht die Anwendung der Erfin-
dung auf eine Rihrwerksmihle R. Hier fliesst das
Endprodukt, beispielsweise eine Farbe, Uber die
Auslaufplatte 35 eines Produktauslaufes 36, so
dass die Platte 35 eine ebene Flache fur die Mes-
sung durch ein Spektrometer 120 ergibt. Dieses
Spektrometer entspricht einer anderen, verkirzten
Ausfiihrungsform der genannten WO 80/10 191 und
eignet sich daher besonders flr solche Anwendung-
sfalle. Zur Beleuchtung ist eine einzige Lichtquelle
21 hinter dem Gehause 24 derart vorgesehen, dass
ein relativ grosser Reflektor 122 einen allseitig
gleichmassigen Lichtvorhang entsprechend den
Strahlen 37 ergibt. Hier wird also aufgrund der rota-
tionssymmetrischen Ausbildung des Reflektors 122
eine gleichméassigere Verteilung des Lichtes rund
um das Gehiause 24 erreicht werden, wobei er-
wiahnt werden soll, dass dieses Gehause 24 Uber
nicht dargestellte Stege mit dem Reflektor 122 ver-
bunden sein kann.

Wenn auch die Messung der Durchschnittskorn-
grosse bzw. des Dispergiergrades bevorzugt am
Ausgange der Miihle R erfolgt, kann eine solche
Messung alternativ oder zusatzlich auch am Ein-
gang vorgenommen werden, um die Ausgangsbe-
dingungen festzustellen. Die Differenz der Messun-
gen am Eingang bzw. am Ausgang entspricht prak-
tisch der Mahlleistung, wobei es ebenso méglich
ist, das Signal der am Ausgang gewonnenen Mes-
sung alleine oder dasjenige der am Eingang ge-
messenen Durchschnittskorngrosse bzw. des ge-
messenen Dispergiergrades als Fihrungsgrosse zu
verwenden, wie es auch denkbar ware, die Diffe-
renz beider Messungen zu bilden und fur die Rege-
lung der Mihle R heranzuziehen.

Am Ausgange des lichtelektrischen Wandlers 23
liegt wiederum der Verstarker 25 sowie der Wand-
ler 26. Der Ausgang des letzteren ist mit einer Um-
schaltstufe 38 verbunden, uber die das Signal wahl-
weise einem ersten Verarbeitungs- und Speichersy-
stem 128 oder einem zweiten Verarbeitungs- und
Speichersystem 128’ zufiihrbar ist.

Gerade bei Farben kénnen ja die Spektren sehr
unterschiedlich sein, weshalb es vorteilhaft sein
mag, zunachst einen Kalibriervorgang vorzusehen
(der im Falle der Fig. 1 bereits vorausgesetzt wur-
de, da kalibrierte Spektralkurven bereits gespeichert
vorlagen). Zu diesem Zwecke kann auf die Platte
35 ein Muster mit vorbestimmter, gewinschter
Durchschnittskorngrésse  und/oder  gewiinschtem
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Dispergiergrad dem Spektrometer 120 vorgelegt
werden. Selbstverstandlich ist es méglich und sogar
zweckmassig, mehrere solcher Kalibriermuster auf-
zunehmen. In jedem Falle aber werden die aus der
Analyse gewonnenen Signale durch entsprechende
Umschaltung der Stufe 38 in der Einheit 128 aufbe-
reitet und gespeichert. Zum Ldschen des vorher ge-
speicherten Inhalts kann dber einen Reset-Eingang
RS ein Reset-Signal zum Léschen eingegeben wer-
den.

Sobald der Kalibriervorgang beendet ist, wird die
Stufe 38 derart umgeschaltet, dass sie die Aus-
gangssignale des Spektrometers 120 wahrend des
normalen Betriebes der Rithrwerksmiihle R an die
Einheit 128 liefet. Aufnahme und Auslesen der
Daten erfolgt unter der Kontrolle eines Taktgebers
39. Dieser Taktgeber 39 liest gleichzeitig mit der
Eingabe der I1ST-Daten des Spektrometers 120 in
die Einheit 128" die SOLL-Daten aus der Einheit
128 aus, so dass die einer bestimmten Spektralver-
teilung entsprechenden Kurven, wie sie am Bild-
schirm 31 der Fig. 1 ersichtlich sind, Punkt fur
Punkt ausgelesen und in einem Vergleicher 40 ein-
ander jeweils gegeniibergestellt werden.

Es ist vorteilhaft, wenn die so gewonnenen Diffe-
renzdaten nicht unmittelbar zur Regelung herange-
zogen werden, sondern erst ein Integrationsvorgang
in einer Integrierstufe 41 statifindet. Diese Integrati-
onsstufe hat jedoch eine relativ geringe Zeitkon-
stante, um nicht an Regelgeschwindigkeit zu verlie-
ren. |hr Ausgangssignal wird einer aus der CH-A
667 222 bekannten Regelstufe 46 zugefihrt, wobei
die Einzelheiten der Verstellung dieser Schrift ent-
nehmbar sind, deren Inhalt hier durch Bezugnahme
als geoffenbart gelten soll.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Regeln einer Maschine der
Feinmahltechnik, wobei mindestens ein Parameter
des Mahligutes mittels elektromagnetischer Strah-
lung gemessen und dementsprechend wenigstens
eine Stellgrésse der Maschine in Funktion des da-
bei ermittelten Messwertes geregelt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem Kalibriervorgang zur
Gewinnung eines Soll-Spektrogrammes die Aufnah-
me mindestens eines Spektrums eines Mahlgutes
mit wenigstens einem der Parameter vorbestimmter
Durchschnittskorngrosse, vorbestimmter Schichtdik-
ke und vorbestimmten Dispersionsgrades vorge-
nommen wird und danach wahrend des Mahlens
die Messung des bzw. der Parameter zur Gewin-
nung eines Ist-Spektrogrammes durchgefihrt wird,
dass anschliessend das wenigstens eine aus dem
Kalibriervorgang gewonnene Soll-Spektrogramm mit
dem Ist-Spektrogramm zur Bildung zumindest einer
Regelgrosse verglichen wird und diese zumindest
mittelbar der Maschine als Stellgrosse zugefihn
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spektrogramme durch Polarisati-
ons-Interferometrie gewonnen werden und, vorzugs-
weise, die Messdaten einer Fourier-Analyse, insbe-
sondere einer Fast-Fourier-Analyse, zugeflhrt
werden.
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zum Erhalt eines SOLL-Spek-
trogrammes zumindest zwei SOLL-Messungen un-

ter unterschiedlichen Bedingungen, wie unterschied-

lichen Temperaturen oder Entfernungen von Spek-
trometer und Schicht, aufgezeichnet werden.

4. Einrichtung zur Durchfilhrung des Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Anspruche, mit ei-
nem optoelektronischen Sensor, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als optoelektronischer Sensor ein In-
terferometer (20) vorgesehen ist, dessen Ausgangs-
signal an einen Analog/Digital-Wandler (26) gefiihrt
ist, dessen Ausgang mit dem Eingang eines digita-
len Prozessorsystems (28) verbunden ist, welches
zur Durchfiihrung einer Fourier-Analyse zur Gewin-
nung von Spektrogrammen ausgebildet ist und
Speicher fur Soll- und Ist-Spektrogramme aufweist,
die zumindest die Schichtdicke und/oder die Durch-
schnittskorngrosse des Mahlgutes darstellen, wobei
das Prozessorsystem (28) eine Vergleichseinrich-
tung (40) fur die Parameter der Spektrogramme
aufweist, deren Ausgangssignal einer Stelleinrich-
tung flr die Maschine zugefiihrt ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Elimination von Welligkeiten in
den Spektrogrammen zumindest ein Filter (32), vor-
zugsweise ein Hochpassfilter, vorgesehen ist, und
dass vorzugsweise die Durchlasscharakteristik des
Filters (32) einstellbar ist, wobei bevorzugt die er-
forderliche Durchlasscharakteristik durch Frequenz-
analyse im Prozessorsystem (28) ermittelt wird und
in Form eines Steuersignals dem Filter (32) zuge-
fahrt ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Ausgangssignal des in-
terferometers (20) Uber eine Verstarkerstufe (25) an
den Analog/Digital-Wandler (26) gefuhrt ist und/oder
die Stelleinrichtung fur die Maschine, Teil einer Re-
gelstufe (30) fur eine Mahle ist.

7. Einrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass im Bereich des vermessenen
Mahigutes ein, vorzugsweise kapazitiver oder induk-
tiver, Sensor (34) zur Detektion von Hohenunter-
schieden gegeniiber dem Interferometer (20), insbe-
sondere hervorgerufen durch unrunden bzw. exzen-
trischen Lauf von Mahiwalzen (5), vorgesehen ist,
dessen Ausgangssignal zumindest mittelbar dem
Filter (32) zwecks Einstellung der Durchlasscharak-
teristik und/oder dem Prozessorsystem (28) zur ent-
sprechenden Kompensation im Zuge der Signalaus-
wertung zufohrbar ist.

8. Einrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens
nach einem der Anspruche 1 bis 3, mit einem opto-
elektronischen Sensor, dadurch gekennzeichnet,
dass als optoelektronischer Sensor fir den bzw. die
Parameter ein Interferometer (120) dient, dass das
Ausgangssignal des Interferometers (120) an eine
Umschaltstufe (38) geflhrt ist, deren erster Aus-
gang mit einem ersten Verarbeitungs/Speichersy-
stem (128) und deren zweiter Ausgang mit einem
zweiten Verarbeitungs/Speichersystem (128°) ver-
bunden ist, wobei das erste Verarbeitungs/Spei-
chersystem (128) fir die Aufnahme und Speiche-
rung der Soll-Spektrogrammdaten und das zweite
Verarbeitungs/Speichersystem (128’) zur Aufnahme
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und Speicherung der Ist-Spektrogrammdaten vorge-
sehen sind und die Datenausgange der beiden Ver-
arbeitungs/Speichersysteme (128, 128’) einem Ver-
gleicher (40) zugefihrt sind, dessen Ausgangssi-
gnal zumindest mittelbar die Maschine steuent.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Umschaltstufe (38) ein Verstar-
ker (25) vorgeschaltet ist.

10. Einrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Interferometer
(20) ein Polarisations-Interferometer ist.
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